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产线中的Q-Wall

机架式测量模块
阵列测量技术以19″机架模块形式提供，可集成到您自己
的生产线中。

在零件装配之前及早剔除磁性能不佳的零件，避免其导致性能下
降或NVH异常。避免代价高昂的现场退货。

概览

产品规格

技术参数

客户定制的传感器阵列，最多60个传感器
有效长度可变

自动停用未使用的传感器

测量范围：±0.5 / 1 / 2 T
垂直分辨率：24位量化间隔

转子轴分辨率：5.5角秒
线性测量分辨率：50 nm
转速：10个可变档位，30°/s至500°/s

转子温度范围：20 °C – 55 °C
通过扫描序列号自动选择检测计划

可存储任意数量的转子型号

测量转子轴磁化及其对旋变（Resolver）的影响
可变气隙

PROFINET®和UDP接口

用于采集径向磁场分量的磁场传感器

数据处理

磁场3D可视化
自动生成测量报告

支持数据库连接

跨多次测量的趋势分析

自动数据归档

可选配置
可编程他励，支持多种电流和电压模式

针对不同转子型号的自动、可更换滑环接触

节拍短，被测件发热极小

记录电流、电压和温度曲线

四线制电阻测量

温度监控

TESTSYSTEMS

节拍：8 s – 15 s

自动合格/不合格判定
逐极磁不平衡分析

即使对多层埋入式磁体结构也能定位缺陷

专为节拍优化的批量生产而设计

19″机架模块
软件设置与设备接口通过PROFINET®实现
多转子设计测量（阵列长度 = 最大部件长度）



接口

背面：PROFINET®和UDP接口；温度传感器选件；霍尔传感器1和霍尔传感器2接口。
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